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Pored toga $to predstavija klasi€an materijal keramika je ba3 u
ovo vreme izuzetno aktuelna, ne samo zbog najSire primene u gradjevinarstvu i
industriji, nego i u nizu oblasti gde se doskora nije mogla uop3te ofekivati nji-

hova perspektiva.

Savremeni postupci sinterovanja stvorili su od keramike jedan od
najatraktivnijih novih materijala &€ija perspektiva moZe da donese revolucionarne

promene €ak i u podrujima superprovodnosti i kosmonautike.

Cilj ovih ispitivanja je daleko skromniji. TeZilo se da se kompleksnim
savremenim fiziCkim metodama ispituju moguénosti karakterizacije elektroporce-
lanske keramike. Verifikacija ovih metoda vezana je za problem odnosa mehani-
¢kih karakteristika i strukture finalnog kompozita standardnih sirovina uz oboga-

¢ivanje sa komponentom glinice.

Problematika je vezana za redovnu proizvodnju fabrike porcelana
"Rade Koncar" iz Novog Sada i treba da predstavlja skroman doprinos u komple-

tiranju metodike vezane za kontroluulaznih sirovina i finalnih produkata.
U osnovi tretirana su tri sistema.

Prvi oznaten sa "M" predstavlja standardnu komercijalnu polaznu

keramicku smesu.

U drugom sistemu oznagenim sa "G" u toku pripreme polaznog kom-

pozita izvrSeno je obogadivanje sa 15 - 20% glinice.

Tredi sistem oznafen sa "N"™ analogan je predhodnom s tim 3to je

obogaden sa sadriajem od 30 - 45% glinice.



EKSPERIMENTALNE FIZICKE METODE OD ZNACAJA
ZA INDUSTRIJU PORCELANA

. TERMOGRAVIMETRIJA

Kada se neki materijal zagreva on na odredjenoj temperaturi trpi
odredjene fiziCke ili hemijske promene. Ove promene se manifestuju na vise
natina: promena zapremine, promena agregatnog stanja, promena mase, ili
promena unutrasnje energije.

Sve ove promene se mogu registrovati odgovarajuéim instrumentima i na osno-
vu njihovih karakteristika moZemo dobiti bitne podatke o ispitivanom uzorku.
Analize sa ovakvim karakteristikama nazivamo zajednitkim imenom termoana-

liticka ispitivanja.

l.1. Metode koje su zasnovane na merenju
promene mase

Ako neki uzorak zagrevamo, sa porastom temperature moZe doéi do
takvih hemijskih reakcija koji ¢e promeniti masu uzorka (toplotne dekompozi-
cije, gubljenje vode, sublimacija, isparavanje, oksidacije).

Za ispitivanje ovih procesa koristimo termogravimetriju (TG).

Kod jednostavnih termogravimetrijskih postupaka, gubitak mase usled zagrevanja
se meri, odnosno registruje neposredno, 3to se moZe udiniti na dva nadina: sta-
ticki ili dinamicki.

Staticki metod se retko danas koristi.

Dinami€ki postupci

Termogravimetrijska merenja moZemo znatno ubrzati ako registrova-
nje zagrevanja uzorka i nastale promene mase vriimo kontinuirano bez da je
ravnoteZa u potpunosti dostignuta. Da se ovo ostvari potrebno je imati odgovara-
juéi uredjaj s kojim ¢e se obezbediti neprekidnost ispitivanja. U ovu svrhu se

koriste termovage.

Principijelna $ema ovakvog uredjaja je data na Sl.1.



l. Poluga vage, 2. "klin" vage, 3. kazaljka, 4. skala,
5. tas, 6. drZat uzorka, 7. peé, 8. termopar, 9. mali voltimetar.

Slika 1.

Na jedan krak termovage je obe3en vatrostalan tigl sa ispitivanim
uzorkom u njemu. Tigl zagrevamo pomodu elektridne pedi tako da se tempe-
ratura sa vremenom jednakom brzinom povedava. Temperatura peci se nepre-
kidno meri pomocu termopara. U odredjenim vremenskim razmacima ili tem-
peraturskim intervalima oditamo masu uzorka i ako ove vrednosti predstavimo
u funkciju temperature dobi¢emo termogravimetrijsku (TG) krivu.

Rezultati merenja se mogu zabeleZiti na nekoliko natina: takastim zapisom,
fotoaparatom, fotoelektronskim putem ili putem pisaca.
Najbolje re3enje uredjaja je kada neposredno belefe i brzinu gubitka mase.

Ovu metodu prvi je primenuo de Keyser (1953) /13/.

Kada se ofita promena poloZaja galvanometra i merimo temperaturu
peci u odredjenim intervalima i ove podatke grafiCki predstavimo, dobidemo prvi
izvod TG krive, $to u stvari predstavlja brzinu promene mase. Ova se kriva zove
DERIVACIONA TERMOGRAVIMETRIISKA (DTG).

Kriva koja po obliku odgovara derivacionoj termogravimetrijskoj
je kriva koja se dobija pomocu diferencijalne termogravimetrijske metode. Pred-
nost derivativne TG metode je da se TG i njoj pripadajuca DTG kriva mogu
snimiti zajedno sa jednim merenjem pomodu DERIVATOGRAFA.

Principijelna 3ema derivatograma je data na Sl.2.
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Slika 2.

Na levi krak je postavljen nosal uzorka (6) koji se prufa u ped

(5), a u drugi dr¥a& uzorka (7) u peéi je sme&tena referentna supstanca. Ovaj
deo uredjaja sluZi za snimanje krivih pomoéu galvanometra (10) koji je vezan
na termoparove koji ulaze u tiglove odozdo. Nosa& uzorka i uzorak svojom ma-
som opterecCuju levi krak terazija. Prilikom promene mase kazaljka ¢e se pome-
riti levo ili desno od ravnoteZnog poloZaja. Jedna strana koristi se beleZenje
promene mase prosvetljavanjem skale, a druga strana za dobijanje DTG krive
pomocdu magneta koji je obe3en o desni krak i uranja u unutradnjost kalema (4)
koji ima veliki broj namotaja. Uredjaj radi potpunc automatski tako da se na
fotopapiru ili pisafu direktno dobijaju odgovarajuce krive. Pre snimanja vrii se
automatsko eksponiranje skala koje odgovaraju odredjenoj osetljivosti i brzini

podizanja temperature.



Velika prednost derivatograma se ne iscrpljuje sa udobno3éu i eko-
nomi¢nod¢u koji pruZa i Sto se ispoljava Cinjenica da u jednom postupku sni-
manja dobijamo sve tri termoanalitiCke krive nekog minerala (supstance). Vai-
na je Cinjenica da krive dobijene derivatogramom beleZe fermiéke pojave sup-

stance koje su se odigrale pod istim uslovima, 3to omoguéava njihovo uporedji-

vanje i odredjivanje.

1.2. Faktori koji utitu na TG krive

Ne zavisno od instrumentalne tehnike postoji veliki broj faktora ko-
ji utiCu na prirodu je taCnost eksperimentalnih rezultata. Faktori koji uti¢u na

krivu promene mase moZemo podeliti u dve grupe: /17/

Instrumentalni faktori

a) brzina zagrevanja pedi

b) brzina zapisa

c) atmosfera peéi

d) geometrija nosada uzorka i peéi

e) osetljivost uredjaja za zapis

Karakteristika uzorka

a) koliina uzorka

b) rastvorljivost tokom reakcije razvijenih gasova u uzorku
c) velidina Cestica (zrna)

d) toplota reakcije

e) pakovanje uzorka

f) priroda uzorka

g) toplotna provodljivost



2. RENDGENSKA METODA

Za istraZivanje strukturnih osobina kristala koristi se difrakcija
talasa koji interaguju sa atomima i Cije su talasne duZine uporedljive sa me-

djuravanskim rastojanjem u kristalu, odnosno X zraci.

X - zraci

Energija jednog frotona X-zraka je povezana sa njegovom talasnom
duiinomli energija E = hC

A

Kada je talasna duZina zracenja uporedljiva ili manja od konstante
reSetke, moZe se nadi jedan ili viSe difraktovanih snopova u pravcima sasvim

razli€itim od pravca upadnog snopa. /5/

W.L.Bragg je dao jednostavno objasnjenje za uglove koji su zapaZeni

pri difrakciji zraka na kristalu. %/5/

Predpostavimo da posmatramo upadno X zracenje i jedan od difrakto-

vanih zraka kao na Sl.3.

Slika 3.

Prema Bragovoj interpretaciji difrakcije u kristalu je uvek moguée
pronadi seriju atomskih ravni koja u odnosu na ova dva zraka je postavljena pod
istim uglom A Prema Bragu, Laueovi uslovi difrakcije na trodimenzionalnoj kris-

talnoj reSeci mogu biti interpretirani selektivnom '"refleksijom" X zraka sa atom-
skih ravni u kristalu.
Posmatramo jedan niz paralelnih atomskih ravni, medjusobno udaljenih

za d. Neka je upadni zrak u ravni crteZa. Razlika u putevima zraka reflektova-

nih od susednih ravni je 2 d sinP, gde je @ ugao od ravni do upadnog zraka.

x Phil Sec. 17,43 (1913)



6.

Konstruktivna interferencija zratenja, reflektovanog od uzastopnih
rav;'\i, se deava kad je razlika puteva jednaka celobrojnom umnosku talasne

duZine _K 3

2dSind=n} (1)
Ovo je Braggov zakon.

Braggov zakon je posledica periodi®nosti prostorne redetke.

Refleksija po Braggu se moZe javiti samo za neke talasne dufine.

Kod metode kristalnog praha upadno monohromatsko zrafenje pada
na uzorak od finog kristalnog praha ili sitnozrnasti polikristali®ni uzorak.
" Difraktovani zraci izlaze iz pojedinih kristala, &ije su kristalografske ravni tako
orijentisane da sa upadnim snopom &ine ugao @ |, koji zadovoljava Braggovu
jednaginu.

Kamera Deboj-Serera omoguéuje da se intenzitet difraktovanog zra-
Cenja procenjuje na osnovu zacrnjenja osetljive emulzije nanesene na film /13/.

Direktnija i efikasnija metoda koja koristi GAJGEROV DETEKTOR
ili SCINTILACIONI brojaZ kod difraktometra za prah, preko jonizacije koji iza-
zivaju fotoni rasejanog X-zrafenja. Ona omoguéuje direktno skaniranje relativ-
nih intenziteta. Koris¢enjem proporcionalnog ili scintilacionog brojata moguée
je da se preko pisata automatski dobije Citav spektar u Zeljenom uglovnom

intervalu.
2.1. Geometrijska karakteristika DIFRAKTOMETRA

Postavka uredjaja je takva da se detektorski krug skaniranja nalazi

u vertikalnoj ravni Sl.4. /13/.
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U tadki A se nalazi linijski fokus rendgenske cevi, a normalno na
ravan crte’a kroz tatku O prolazi zajedni¢ka osa obrtanja uzorka i brojafa. Ras-
tojar:q'e AO, odnosno OB je polupre€nik detektorskog kruga skaniranja. Centar
ispitivanog uzorka je u tacki O.

Iz postavki Bragovog uslova difrakcije na kristalu uzorak je pod upad-
nim uglom @, a meri se na dvostruko veéem uglu 2 B, u odnosu na inicijalni
zrak.

Zato je neophodno da se pri skaniranju obezbedi da svako obrtanje
uzorka prati obrtanje brojata za dvostruko veéi ugao.
Uzorak ima znafajne dimenzije, pa je centralno pitanje da je fokusiranje u tac-
ki B , gde se u datom momentu nalazi uzorak.
Da se ovo idealno obezbedi potrebno je da uzorak bude odgovarajuce zakrivljen
(po isprekidanom krugu SL.5.) »

Poluprenik krivine je 92(-:—, odnosno AO/2 sinfL

Tokom snimanja oblik uzorka bi se morao permanentno menjati, s obzirom da
zavisi od upadnog ugla. Uzorci mogu biti i planparalelne "tablete", jer se poka-

zalo da aproksimativno izvesno defokusiranje iz navedenog razloga nema praktic-

nog znataja.
Da bi se fokusiranje povecalo, sistemi slitova se stavljaju na diferen-

cijaciju (razdvajanje) upadnog i difraktovanog snopa Sl.5)
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Slika 5.
Sistem paralelnih pukotina Sl i 52’ koje se nazivaju pukotinama
SOLLERA, smanjuju divergencija zralenja iz linijskog fokusa izvora u vertikal-

nim ravnima. /13/
Sema sistema za snimanje je prikazana na SL6.
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Slika 6.

22. Priprema wuzorka

Polikristalni uzorak se odredjuje do optimalno predvidjenih dimenzija
(20 x 10 mm), dok se uzorak kristalnog praha presovanjem, meanjem sa pogod-
nim amorfnim nosadem dovodi u stanje potrebne mehanitke &vrstode /13/.

Mora se obezbediti da snopX-zraka u potpunosti difraktuje na svim
upadnim uglovima i da sama povrina bude dovoljno glatka. Treba obezbediti
homogenost cele povrSine, jer se sa promenom ugla @ donekle 3eta i snop
X-zraka po uzorku. Osnovna predpostavka ove metode leZi u statisti®kom raspo-
redu svih kristalografskih ravni.

Za praSkaste uzorke kao podloga dobro moZe posluZiti i najobiZnije

parCe lepljive trake koja se paZljivo zalepi za donju stranu metalnog dr¥ada.

23. Kvalitativna analiza

HULL je 1919 godine prvi primenio difrakciju X-zraka za identifika-
ciju nepoznatih jedinjenja /16/. Po3to je difrakciona slika odredjena rasporedom
atoma u materijalu, ona je poput "otiska prstiju", tako da ne postoje dva mate-
rijala koji €e dati iste slike. Ovo je dalo ideju da bi bilo poZeljno imati "bibli-



oteku" snimaka pradkova za sve poznate materijale

Tako je stvoren i POWDER DIFFRACTION film koji se sastoji
iz indeksa korekcije kartica za nekoliko desetina hiljada supstanci. /17/

24. Kvantitativna analiza

Sa otkri¢em metode praha nacinjena je i spoznaja da se ova meto-
da moZe primeniti za kvantitativhu analizuali sve do 1936. godine, ona nije pra-
kti€no realizovana. Tada su GRASK i RAUNOLDS publikovali opis postupka rada
za procenu koli¢ine 5102 u oksidnoj prasini /16/.

Ova, kao i slicne procedure, uporedjuju relativne intenzitete odredjenih refleksa
svake prisutne komponente sa opserviranim intenzitetima poznatih smes3a.

Intenzitet difraktovanog snopa zavisi od:

. Intenziteta i talasne duZine upadnog snopa;
. Kristalne strukture (rasporeda atoma unutar elementarne &elije
. Zapremina difraktujuéeg kristala;

. Apsorpcija X-zraka od atoma kristala;

l

2

3

4. Difrakcionog ugla;

5

6. Eksperimentalne postavke.

Kako se za sve reflekse koristi isti upadni snop, za metode praha
moZemo napisati slededu relaciju za zavisnost izmedju intenziteta difraktovanog

snopa i gore navedenih Cinilaca

17;}/F’IVL (2)

gde je I0 intenzitet upadnog snopa;

C - eksperimentalna konstanta koja ima istu vrednost za sve filmom zabele-
Zene reflekse,
j - multiplicitet reflektujuéih ravni,
/(L- linearni koeficijent apsorpcije,
Fhkl - strukturni faktor, V ukupna zapremina kristala koji difraktuje u Lp je
LORENC - polarizacioni faktor. /16/

Ako zanemarimo odstupanja u apsorpciji, jednainu (2), moZemo

napisati kao

hudt = Chgq s V (3)
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Zato 3to su Io,‘,C i /vL konstantni za sve reflekse na jednom filmu.

Jedinatina (2) izraZava &injenicu da intenzitet difraktovanog snopa zavisi ne

samo od koli€ine obasjavanog uzorka ve¢ i od kristalne strukture po3to zavisi
od Fhkl‘ Tako je moguce za smeSu dva razlifita kristala odabrati specifitan
refleks svake komponente i posle procene vrednosti cl’1kl napraviti odnos.

AWC) Al V) (4)
B(UC),, BFhaV)

Na ‘osnovu jednaline (4) je jasno da odnos nije proporcionalan samo

: . = B
zapremina A i B zato Sto ]eAF;‘kl:;é Fhkl

Ako znamo strukturne faktore iz opserviranih intenziteta direktno moZemo odre-
diti procentualnu zapreminu jedinjenja koje je prisutno u sme$i. Za jednostavnu
dvokomponentnu sme3u, ovo je moguée odrediti.

Za dato jedinjenje prema jednaCini (2) ako je Phkl konstanta, odnosno razma-
tramo samo reflekse za iste ravni ( hkl ), intenzitet je direktno srazmeran za
reflekse sa iste ravni ( hkl ) i intenzitet je direktno srazmeran zapremini kri-

stala.

Procentualna zapremina V3, date komponente A se moZe izraziti kao

odnos izmedju zapremine VA i ukupne zapremine VT:

e (5)

U slu€aju da supstance imaju slitne koeficijente apsorpcije npr. poli-
morfne modifikacije iz jednaline (3) se direktno moZe odrediti procentualna zap-

remina supstance A u smesi:
L = V1 €F g Va (6)

Iz jednaline (6) se vidi da je intenzitet date refleksije ( hkl ) line-
arno zavisan od procentualne zapremine kristala u sme3i. Stoga je moguée prip-
remiti sme3u u kome su poznate koli€ine komponenata i koristiti njihove snimke

kao standarde s tim da se mora odriavati uniformnost u pripremi uzorka.
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2.5. Odredjivanje kvantitativnog sadriaja
kristalne sme3e

Sa porastom koncentracije neke kristalne komponente u kristalnoj
smeSi raste i povrSina odgovarajuéih difrakcionih pikova.
Na osnovu odgovarajuéih povrSina pikova moZemo vrditi procenu kvantitativnih

sadrZaja pojedinih jedinjenja.

Korektno sproveden postupak omoguduje samo orijentacionu proce-
nu sadrZaja, pa se ova metoda ne odlikuje visokom tadnocéu. /13/
Za vrienje ovakvih merenja neophodno je raspolagati sa standardima kompo-
nenti koje se odredjuju. Standardi moraju biti verifikovane koncentracije. Pro-
mena povriine difrakcionih pikova u Sirokim intervalima ni aproksimativno nije
linearna, te je radi‘pored]’enja potrebno imati standard sa koncentracijom aktu-

elne komponente, sasvim bliske vrednostima koncentracije u ispitivanom uzorku.

Prakti€no je uvek potrebno raspolagati sa vi%e unapred pripremlje-

nih standarda razli€ite koncentracije i to u odgovarajuem nosa&u.

Za poredjenje bi idealno bilo raspolagati sa identi®nom standardnom
smeSom, Sto kod sloZenijih sistema nije moguée. Zato je uobiZajeno da se kao
nosaC standarda koristi osnovna dominantna komponenta, $to u prvoj aproksima-
ciji daje dobre rezultate. Referentna snimanja standarda se vrSe pod identinim
uslovima reZima rada generatora zrafenja i difraktometarskog sistema kao i
pri snimanju ispitivanih uzoraka.

Treba nastojati da se i u pripremi uzorka ponovi isti postupak i obezbedi iden-

ticne dimenzije tableta i sli€na zrnatost kod svih merenja.

Korektan postupak zahteva da se procena koncentracije izvr3i na ba-
zi povrSine svakog difrakcionog maksimuma (pika) pa se konafan rezultat pri-
kaZe posle sredjivanja dobijenih vrednosti.

IzraCunavanje povriine odabranog difrakcionog maksimuma, za razlitite koncen-

tracije omogucuje izradu kalibracione krive.
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3. DIELEKTRICI

Dielektrici sumaterijaliu kojima mogu trajno da postoje elektrosta-
titka polja. Ovakvi materijali prakti€no ne provode struju pri prikljugenju elek-
tricnog napona.

Dielektrici se u praksi Cesto nazivaju elektroizolacionim materijalima. Prema
izgradnji molekula dielektrici se dele na dipolne (polarne) i neutralne. Dipolni
molekuli nekog dielektrika karakteriSu se postojanjem stalnog dipolnog momen-
ta (M), a jatina polarnosti nekog molekula karakteride se velitinom njenog

dipolnog momenta.

Dipolni moment polarnih molekula kod dielektrika jednak je proiz-
vodu zbira svih pozitivnih (ili negativnih) naelektrisanja, koji ulaze u sastav mo-
lekula i rastojanja izmedju centara teZiSta svih pozitivnih i svih negativnih nae-
lektrisanja. U odsustvu spoljasnjeg elektriZnog polja, dipolni moment polarnog
molekula razli€it je od nule. Zato se kaZe da dielektricni materijal koji imaju

polarne molekule, imaju sopstveni elektriéni dipolni moment.

3.1. POLARIZACIJA DIELEKTRIKA

Povezanost polarizacije i dielektrine konstante

Kad se na dielektrik preko metalnih obloga priklju¢i elektriéni na-
pon i dielektrik izloZi dejstvu elektrinog polja, naelektrisanja u dielektriku se
pomeraju u smeru sila koje na njih deluju i to u toliko jafe, ukoliko je veda ja-
€ina polja. Po prestanku dejstva polja naelektrisanja se vradaju u prvobitno sta-
nje. Kod polarnih dielektrika dejstvom elektri€og polja proizvodi se odgovarajuéa

orijentacija dipolnih molekula u smeru polja. /21/

Pod polarizacijom dielektrika podrazumeva se pojava da se pri dej-
stvu elektri€nog polja naelektrisanja u dielektriku urede (svrstaju) na odredjen
nacin.

Kod polarizacije nastaje pomeranje vezanih naelektrisanja (u moleku-
lu) koji se mogu pomerati van molekula. Pomeraj pri polarizaciji je "elasti¢no"
pomeranje, te po prestanku dejstva polja naelektrisanje teZi da se vrati u prvo-
bitan poloZaj. Kod homogenih materijala polarizacija prakti®no nastaje u svim mo-
lekulima dielektrika. Jafina elektri¢nog polja E u ma kojoj tacki u dielektriku

povezana je sa elektricnim pomerajem D u datoj tacki pomodu izraza
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De=f € E (7)

32. Vrste polarizacije

TipiCne vrste polarizacije dielektrika su: elektronska, jonska i dipolna.

Elektronska polarizacija je pomeranje elektronskih orbita u odnosu

na jezgro atoma Sl.7. (21)

+ # +

&5
= e/
E-Q : il

Slika 7.

Pri priklju€enju spoljnjeg elektri®nog polja elektronska polarizacija

-15
se odvija u vrlo kratkom vremenu, prakti€no trenutno reda (10 s.)
Jonska polarizacija (kod jonskih dielektrika) je pomeranje jona jed-

nog u odnosu na drugi u molekulu SI1.8.

‘Slika 8.

Ovo se obavlja u vremenu (10“% ). Jonska i elektronska polarizacija

su "elastiCnog" karaktera. Dipolna (orijentaciona) polarizacija sastoji se u orije-

ntaciji dipolnih molekula materije SI1.9.

Slika 9.
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Ova polarizacija obavlja se u razligitim vremenskim trajanjima za

molekule razli€itih materijala.

33. Dielektriédna ¢&vrstoda

DielektriZna &vrstofa je osobina koju ima izolator (dielektrik) da
se suprotstavi elektri¢nom proboju. Kad se neki izolator stavi izmedju elektro-
da i na njih prikljui elektri€ni napon, koji postepeno povedavamo, za izvestan
napon nastacde munjeviti proboj kroz izolator, tj. elektri€no prainjenje. Vrednost
probojnog napona pod jednakim ostalim okolnostima zavisi od prirode izolatora.
Pod dejstvom elektri€nog polja struktura izolatora podleZe izvesnoj deformaciji
(elastitna deformacija). Kada je polje prejako i odgovara probojnom naponu,

nastaje elektri¢ni proboj. /22/

Kroz izolator protie struja i kondenzator se prazni. Elektri€ni pro-
boj kod izolatora moZe da nastupi i pri znatno manjem naponu, ako je izolator
izlofen dejstvu napona za duZe vreme.

Ovo se objaSnjava, time Sto se usled gubitaka razvija toplota i povecdava tempe-
ratura izolatora sa vremenom, koja na kraju dovode izolator do razaranja. Raza-
ranje se manifestuje bilo topljenjem, bilo pregrejavanjem, bilo ugljenisanjem.
Proboj nastaje i kad je dejstvo napona vremenski vrlo kratko, a napon dovoljno

visok.
Prema karakterizaciji materijala u odnosu na elektri€ni proboj znacajne su sle-

deée velitine:

- Dielektri¢na €vrstoca nekog izolacionog materijala pod propisanim
uslovima ispitivanja je odnos efektivne vrednosti sinusoidnog napona na kojoj
nastaje proboj prema rastojanju dveju elektroda na koje je ispitani napon prik-

. KV
ljuen. IzraZava se u = /22/
- Proboj je probojno praZnjenje u &vrstom dielektriku. /22/
Probojni napon je napon koji prouzrokuje proboj ispitivanog materijala.

- Debljina uzorka je srednja izmerena vrednost. /22/.
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34. Postupak ispitivanja

Uredjaj za ispitivanje elektroprobojnosti prikazan je na Sl.10.

PP
SO0 —+
E/

UK IS /_\,\/ (/ i
GosQiesp it S 2 s» |

Slika 10.

Pre pofetka rada uredjaj treba da je zatvoren zatvaraem "PQO" i
praznu porcelansku posudu "PP", koja je vidljiva kroz staklo okna "SO" na
zatvara€u. Pre svakog ispitivanja regulator "RT" transformatora mora se posta-
viti u nulti levi poloZaj /23/:

Porast napona Ue pri obrtanju regulatora "RT" oditava se na instrumentu "V"

pri cemu Uekr dobijamo po obrazcu:

Ugger = 02 -'P (8)

gde ie‘P vrednost napona koju pokazuje instrument "V" u momentu proboja.

Vrednost kriti€nog polja dobija se iz relacije

Uekr
B = (9

gde je Uekr izmereni probojni napon, a d debljina dielektrika izmedju elektroda

"E". Pri merenju se primeduje ravnomerno povecanje napona Ue (regulatorom

"RT" od O) brzinom od 0,5 - 1,5 -'fs‘i
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4. FIZICKE OSOBINE IZOLATORA

4.1. Mehanitke osobine
Bitne mehanitke osobine u industriji porcelana jesu:

- &vrstoca pri kidanju, pritisku, savijanju i udaru,
- modul elasti¢nosti,
- tvrdoda po Mosu.

Mehanicko ispitivanje osobina materijala prema na&inu delovanja

sile deli se na:

I. Statitko delovanje sile
2. Dinamitko delovanje sile

Pri ispitivanju stati¢kim dejstvom sile provereni uzorak se optere-
Cuje silom koja postepeno raste tako da ne dolazi do udara prilikom ispitiva-
nja. Pri ispitivanju dinami€kim dejstvom sile, podrazumeva se ispitivanje kod
kojih se sila menja po odredjenom zakonu vedi broj puta u jedinici vremena.
U zavisnosti od naprezanja ova ispitivanja se dele na: ispitivanja zatezanjem,
sabijanjem, izvijanjem, savijanjem, smicanjem i uvijanjem.

Za karakterizaciju mehanickih osobina u tehnologiji keramike koristi
se Cvrstoda na savijanja.
Cvrstoéa savijanja predstavlja naprezanje koje proizvodi moment savijanja (M)
maksimalnog opterecenja (F), pod kojim se probno telo slomije, izraunato u

odnosu na prvobitan presek (A).
Za uzorak okruglog preseka savojna Cvrsto¢a se dobija na sledeéi natin:

.

Posmatrajmo sliku 11.

"\

Slika 11.
I
Moment spoljnih sila je M =6J' - gde je é- napon savijanja,
4 poij y
l 127‘9 - polarni moment mercue za glavnu teZiSnu osu x.

d - pregnik epruvete

Yy - udaljenost horizontalnog ise€ka uzorka Sirine dy od teZi¥ne x ose
M .y

Napon savijanja je jednak G’:—’I(— , Pa zamenom vrednosti za

X
Mx. Iy, y dobijamo izraz za napon savijanja za uzorke krufnog preseka.
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F 1 d
6/_’2’2’2_8 F 1
= 5 5
. £

Za uzorke okruglog preseka napon savijanja je dato izrazom
F
6 = 2,56 (10)

F - sila koja dovodi do loma
1 - rastojanje izmedju oslonca

d - pre¢nik epruvete

Za odredjivanje &vrstode keramickih proizvoda kriste se prese

razli¢itih konstrukcionih resSenja.

Postoje univerzalne madine za kompleksnu karakterizaciju (savojnu

Evrstodu, &vrstodu na kidanje) kerami€kih proizvoda pod dejstvom mehanickih

spoljadnjih sila.

Jedna takva masina prikazana je na Sl.12. pomocéu koje se odre-

djuje savojna Cvrstoda.
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Slika 12.

l. plo€a za postavljanje uzorka i prenos sile pri ispitivanju
pritisne Evrstode;

2. deo za postavljanje uzorka i prenos dejstva koncentrisane
sile;

3. deo za postavljanje uzoraka;

4. instrument za ofitavanje opteredenja i registrovanja maksi-
malne sile pri razaranju uzorka.

4.2. Ostale fizitke osobine
Fizitke osobine izolatora od posebnog znafaja u elektroporcelan-
skoj industriji su: zapreminska masa, higroskopnost i toplotne oscbine.

Zapreminska masa izraZava se odnosom izmedju njegove mase i

mase iste zapremine vode pri temperaturi od 4°C. /1 /

Medju izolatorima, narodito keramiZkim, razlikuju se guste (jedre)

- | porozne mase.
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Porozne mase odlikuju se mnogobrojnim mikroskopskim malim

Supljinama, koje su medjusobno povezane.

Zapreminska masa je osnovna osobina za izvesne keramitke mase,

koje daje podatke o ispunjenosti prostora materijom.

Zapreminska masa tela se definiSe kao masa jedinice zapremine
Yo (X9 ) (11)

gde je g)- zapreminska masa, ™ - masa i V zapremina tela.

Zapreminska masa se odredjuje direktno ili indirektno, odredjivanjem
mase i zapremine uzorka (na osnovu ¢ega se moZe izrafunati zapreminska masa)
ili odredjivanjem zapreminske mase te€nosti kojoj je identitna sa zapreminskom

masom kristala (komparativha metoda).

Kada je uzorak malih dimenzija reda milimetra najlakSe se odredjuje
piknometarskom metodom. Da bi se odredila zapreminska masa uzorka treba
da se izvrSe Cetiri merenja mase: prvo praznog piknometra (A), posle ovoga pik-
~nometar sa kristalnim uzorkom u njemu kome odredjujemo zapreminsku masu
(B), zatim piknometar sa kristalnim uzorkom u njemu i te&no3éu poznate zapre-
minske mase fo(C) i poslednje, merenjem piknometra napunjenog te&no3éu
bez kristalnog uzorka (D) SI.13. /1/

i‘_} ff f " "
A 8 c o
Slika 13.

Masu uzorka odredjujemo razlikom masi B i A, a zapreminu V odre-

djujemo:

v (D-Aé - (C-B) (12)
8]

S"o - je zapreminska masa destilovane vode.
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4.3. ELEKTRONSKA MIKROSKOPLIA

Za proutavanje pojava i procesa u oblasti izuzetno malih dimenzija
(&1 um), za Cije je razjadnjenje neophodno daleko vede uvecanje no 3to pruZa
opti€ki mikroskop, koristi se elektronska mikroskopija. U upotrebi su dva tipa
elektronskih mikroskopa: transmisioni i skanirajuéi (TEM | SEM). .

Stvaranje slike u SEM mikroskopu, posledica je rasejavanja elektrona
na uzorku na koji pada elektronski snop. Granica uvedanja mikroskopa odredjena
je talasnom duZinom koriS¢enog elektromagnetnog zratenja.

Kako je korespondirana talasna du¥ina elektrona moZe biti oko
10.000 puta manja od talasne dufine vidljive svetlosti, granica uveéanja posma-

tranog predmeta elektronski mikroskop dostiZe do 200.000 puta.

Da bi se razumeo princip SEM elektronskog mikroskopa, moramo naj-
pre da vidimo kako je sa elektronom povezana koncepcija talasne du?ine i kako

snop elektrona moZe da se fokusira pomocu elektronskog sodiva.

Poznato je da se elektronu mo¥e korespondirati talasna du¥ina koja

je u vezi sa koli€inom kretanja date relacijom

h
i

h
myv

gde je A talasna du¥ina elektrona.
Gde je brzina v stedena ubrzanjem elektrona kroz razliku potencijala u "elektron-

skoj pusci".

Kad se zamene numeritke vrednosti konstanti dobidemo da je

Bacdlaze e
Vo E
Sa naponima reda kV talasne dufine elektrona su reda veli&ine talas-

nih duZina X-zraka.
Elektronski snop moZe da bude fokusiran bilo magnetnim bilo elek-

tri€nim poljem odgovarajuée konfiguracije i u elektronskim mikroskopima se
koriste obe metode.

Izvor elektrona u elektronskom mikroskopu je zagrejano vlakno. Elek-
troni emitovani sa vlakna ubrzavaju se elektronskom puskom i padaju na pred-

met koji se ispituje.
Kona&ni lik moZe da se formira na fotografskoj plo€i ili na fluores-
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centnom zaklonu, na taj nafin Sto se sihrono sa glavnim snopom elektrona po-
gadja materijal generide jo3 jedan snop elektrona koji se upucuje na ekran. U
zavisnosti od broja sekundarnih elektrona izbijenih iz materijala glavnim elektron-
skom snopom bice regulisan intenzitet elektronskog snopa koji dospeva na ekran.
Na taj natin se na ekranu formira odgovarajuéa slika onog dela uzorka koji je
pogodjen glavnim snopom.

Sema elektronskog mikroskopa prikazana je na Sl.l4. :

/ ‘.
24 ==
A
+ O. s

Slika 14.

1-katoda, 2-anoda, 3-elektromagnetsko solivo (objektiv),
4-kondenzator, 5-ekran, 6-uzorak, 7-izvor elektronskog snopa

Koridéenjem elektronske mikroskopije moguda je identifikacija
minerala fine disperznosti i izufavanja procesa rasta ili raspadanja kristala,
procesa koji se odigravaju na granicama, strukture keramickog crepa i sli¢nih
pojava.

Ispod fluorescentnog ekrana moZe se postaviti kaseta na fotografskim plo&ama

na kojima se dobija krajnja slika objekta.
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5. EKSPERIMENTALNI DEO

U toku eksperimentalnog rada za proizvodnju sastava elektro-izola-
cionih masa kao polaznih sirovina koriSéeni su sirovinski materijali sa poveda-
nom glinicom (A1203) koji bi se upotrebljavali u standardnoj proizvodnji vi-
soko naponskog elektroporcelana u fabrici elektroporcelana "Rade Kon&ar"
Novi Sad.

Radi sagledavanja integralnih karakteristika polaznih sirovina koje
smo oznaCili sa M, N, G, uradjene su analize sa ciljem odredjivanja minerolo-
Skog sastava i fizitkih osobina. Od glina ispitivani su uzorci (sirovinski materi-
jali) sa oznakom M, N, G.

5.1. TERMOGRAVIMETRLIA

Na Sl.1, 2, 3. predstavljeni su karakteristini dijagrami termitkog
ispitivanja M, N, G polaznih supstanci.
Iz DTA i DTG krivih se vidi da dekompozicija uzoraka te€e kroz jedan endo-
termi proces, Sto je uobiCajna karakteristika glinenih kompozita u ovom tempe-
raturnom intervalu.
Endotermi proces deSava se na 540°C i da je u ovom intervalu otpustanje OH

grupe, dva molekula vode.
Imamo gubitak mase 9,0 mg, odnosno 4,5%, na pofetnu masu 200 mg.

Vrednost kaolinita u svakoj polaznoj supstanci dobili smo pomoéu jednaine:

M P=M:X

H20 . k

MI-IZO - molekulska masa vode, Mk - molekulska masa kaolinita
P - je gubitak mase u polaznoj supstanci
Snimanje uzoraka je uradjeno pod istim uslovima:

mg = 400 mg.

TG = 200 mg.

T = 1000° C, 100 min
- 1

DTA = 15 DTG = 15



- a
.

Uzorak "N" sadrZi 29% kaolinita.

!-L

DTA i DTG kriva uzorka "N"

Miitae. " _aae
DTG
N\
DTA
200 400 600 goo %
1 ¥ 1 1 1 1 1 & 1
TG
Slika 1.

- )
AR R S =
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Uzorak "M" sadr?i 27% kaolinita.

.
DTG
——
DTA
200 400 600 800 tc
& 1 L 1 L . 1 1
TG

Slika 2.
DTA i DTG uzorka "M"




 Uzorak "G" sadr?i 21% kaolinita.

e 5
TS DTG
e
DTA
200 400 600 800 tC
1 i 1 1 1 1 ! L 1
' TG
Slika 3.
; DTA i DTG uzorka "G"
d
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52. Rendgenska analiza

-_F‘ Na slici 4,5,6 su rendgenogrami ispitivanih polaznih supstanci i
odredili uglove (2f) da bi izra&unali medjuravansko rastojanje (d) po-
natine (1). Dobijeni rezultati su prikazani u tabelama:

. -Tl-uzorak b = Tz-uzorak "N" | T3-uzorak e o

=)
(V]
A

1VdsaTad -
PIVAN -

LINFIOV -
VIINID - 9

Slika 4.

n polazne supstance uzorka "C"



Polazna masa uzorka "G"
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2 9 p d 1071%(m) £45 107 Ad 107 (m)
8 4 11.038 24.883 274.6
B 123 6.15 7.187 16.148 116.0
B 20 10 4.434 9.868 43.7
21 10.5 4.225 9.388 39.6
s 12.5 3.557 7.848 27.9
25.6 12.8 3.475 7.658 26.6
267 | 1335 3.320 7.332 24.3
| 27.6 13.8 3.228 7.084 22.8
28 14 3.183 6.978 22.2
35.2 17.6 $2.549 5.485 13.9
36 18 2.491 5.355 13.3
36.7 18.35 2.445 5.245 12.8
37.8 18.9 2.377 5.082 12.1
| 396 19.8 2.273 4.833 10.9
1 425 21.25 2.124 4.474 9.5
6. | w36 | 217 2.082 4.372 9.1
17. | 503 25.15 1.812 3.706 6.7
18. | 527 | 26.35 1.735 3.513 6.1
19. 57.6 28.8 1.598 3.165 5.0
. | 60.2 30.1 1.535 3.00 4.6
 66.6 33.3 1.402 2.648 3.7
- 68.4 34.2 1.369 2.560 3.5
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G
K
Q
E

- GLINICA
- KAOLINIT
- KVARC

- FELDSPAT
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Polazna masa uzorka "N"

-

T2

.‘,! p p d 10710 (m) €49 107 | adioP(m)
| 79 3.95 11.177 25.199 281.6
12.2 6.1 7.246 16.281 117.9
208 10.4 4.265 9.480 40.4
249 12.45 3.571 7.881 28.1
és.a 12.7 3.502 7.720 27
265 13.32 3.342 7.349 24.5
.| 215 13.7 3.251 7.137 23.2
35.1 17.55 2.558 5.502 14.0
37.6 18.8 2.389 5.111 12.2
43.3 21.65 2.092 4.383 9.1
52.3 26.15 1.747 3.544 6.1
24.3 12.1 3.673 8.116 29.8




G . GLINICA
K - KAOLINIT
Q - KVARC

F - FELDSPAT

f)

B e L I




Polazna masa uzorka "M"

31.

d 10710 (m) | &9 107 | Ao (m)

7.246 16.281 117.9
4.265 9.480 40.4
3.585 7.881 28.2
3.484 7.689 26.8
3.372 7.349 26.7

3.262 7.165 233
3.205 7.137 22.8
2.561 5.502 14.0
18.2 2.465 5.111 12.6
19.65 2.289 4.873 1.1
21.15 2.134 4497 9.5
22.8 1.987 4.139 8.2
25 1.822 3.731 6.7
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U polaznim supstancama nalazi se kaolinit, feldspat, glinica i

Feldspat se nalazi u tabeli Tl pod rednim brojem 8,9, a u tabeli
) i T3 pod rednim brojem 7,6,7.

Kaolinit u tabeli T1 pod rednim brojem 2,5,6,13, a u tabeli T
pod rednim brojem 2,4,5,9,12 i u tabeli T3 pod rednim brojem 1,3,4.

2

Kvarc je u tabeli Tl pod rednim brojem 3,4,7,11,12,15,16,17,20 i 22.
U tabeli T2 pod rednim brojem 3,6 i u tabeli T3 pod rednim brojem 2,5,9,
10,13.

Glinica u tabeli Tl je pod rednim brojem 10,1&,19,19,21. U tabeli

T, pod rednim brojem 8,10,11 i u tabeli T3 u maloj koligini pod rednim brojem 8.

-

Da bi odredili koje se supstance nalaze u gotovom proizvodu elektro-
rcelana snimili smo rendgenograme gotovih uzoraka M, N, G slika 7.8 i 9.

Vrednost uglova (2 P) i medjuravanska rastojanja (d) su prikazana

;_lama Tav T5 i T6'



ﬁ
e
N

Ic - MULIT
Q@ - KVARC




Elektroporcelan uzorka "M"

p d1070m)| €48 107 24107 (m)
8.25 5.366 12 64.32
10.4 4.265 9.48 40.43
12.95 3.436 7.57 26.01
13.05 3.410 7.51 25.61
13.25 3.359 7.39 24.82
15.5 2.881 6.27 18.06
16.55 2.703. 5.85 15.81
17.55 2.553 5.50 14.04
18.2 2.465 5.29 13.06

204 2.209 4.68 11.54
21.2 2.129 4.48 9.54
27 1.696 3.41 5.78
28.75 1.601 3.17 5.07
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Mu

_(_c - MULIT
Q - KVARC
Dr - KORUND

Siika 8.

1 elektroporcelana "N"

O




ela T

Elektroporcelan uzorka "N"

36.

5
29 p d107'%m) | €A 107 | ad107P(m)
25.45 | 12.725 3.495 7.70 26.91
26.15 | 13.075 3.404 7.49 25.49
265 | 13.25 3.359 7.39 24.82
35 | 17.50 2.561 5.52 14.14
37.75 | 18.87 2.380 5.09 12.11
40.8 20.4 2.209 4.68 10.34
432 21.6 2090 4.39 7.38
52.5 | 26.25 1.741 3.53 6.14
57.4 28.7 1.603 2.97 4.76
607 | 3035 | 152 2.97 4.53
61.2 30.6 1.513 2.94 4.45

. T — e . B AT




.

Ic - MULIT
Q - KVARC

Dr - KORUND




Elektroporcelan uzorka "G"

38.

P d 107'%m) | gAY 107 ad107%(m)

8.1 5.465 12.22 66.78
12.75 3.489 7.69 26.83
13.1 3.397 7.47 25.37
13.25 3.359 7.39 24.82
17.55 2.553 5.50 146,04
18.87 2.384 5.09 12.11
20.4 2.209 4.68 1034
21.65 2.087 4.38 9.14
26.25 1.741 3.53 6.14
28.75 1.601 3.17 5.07
30.4 1.522 2.96 4.51
19.65 2.289 4.87 11.15
16.55 2.073 5.85 15.81
15.5 2.881 6.27 18.06
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) Pomocéu rendgenograma S1.7,8,9 elektroizolacionih porcelana
M, N, G podataka datih u tabelama TA’ T5 i T6 i ASTM kartica odredili smo
da u uzorcima M, N, G ima MULITA, KVARCA i KORUNDA.

U uzorku "M" dominiraju MULIT i KVARC, tabela TA: MULIT sa
rednim brojem 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 i KVARCA sa rednim brojem 2 i 5.

Uzorak "G" sadrZi MULIT, KVARC i pojavljuju se karakteristiéni
pikovi za KORUND. U Uzorku "G" tabela T6 je MULIT sa rednim brojem
1,3,56,7,10,11,12,13,14, KVARC sa rednim brojem 4 i KORUND sa rednim bro-
jem 2,5,8,9.

U "N" uzorku intenziteti pikova KORUNDA se povedavaju, dok
se KVARC i MULIT smanjuju. U Uzorku "N" tabela T5 KORUND je pod red-
nim brojem 1,4,7,8,11, MULIT pod rednim brojem 2,4,5,6,9,10 i KVARC pod
rednim brojem 3.

Sa porastom koncentracije neke kristalne komponente raste i po-
viSina odgovarajuéih difrakcionih pikova.

Tako je mogude vrsiti procenu kvantitativnog sadrZaja pojedinih
jedinjenja. Za procenu kvantitativnog sadrZaja MULITA u pojedinim uzorcima
pravili smo standarde od 5%, 10%, 20% i 25% &istog MULITA sa polaznom sup-
stancom za svaki uzorak.

Pod istim uslovima kao i uzorke snimali smo difraktogram stan-

‘rda i izraCunali povrSine pikova.

Povrsine pojedinih standarda uzoraka prikazane su u tabelama
T2 T8 i T9.

Na osnovu povrSine pojedinih difraktograma procenata standarda

nacrtali smo dijagrame Sl. 10, 11, 12 i odredili procenat MULITA u zorcima

M, N, G elektroparcelana.

Tabela T

7
UZORAK PROCENAT POVREINA
5% 13.75 mmw?
10% 33 mm?-
N 15% 57.5 mm?
20% 107.5 et
25% 132.5 mm?
i :a""g;_";m‘:;"?.w 8.1% 21.5 mm*




40.

(°1/0 ,‘A

M

0 20 @ 60 Y 10 120 10 PlmmZ ¥

Slika 10.

Kalibraciona kriva za odredjivanje MULITA u
gotovom uzorku "N"
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Kalibraciona kriva za odredjivanje MULITA u

gotovom uzorku "M"™

Tabela TB
UZORAK PROCENAT POVRSINA
5% 12.64 mm?
10% 43.9 mm?
M 15% 63.3 mm?
20% 64.8 mm?
25% 102 mm?
Povrsina pika za
S e e 15.08% 68.1 mm?
//
/
5
//
ik
/ /
P
/'/.
@ 60 & 0
Slika 11.

4].

.
Plmm? )



Tabela T

a2.

9
UZORAK PROCENAT POVRSINA
5% 11.06 mm?
10% 21.8 mm?
G 15% 55 mm?
20% 93.16 mm?
25% 92.6 mm?
Povrsina pika sa
dij. gline "G" 14.59% 4
ot
//"‘v
A
25 £
”
-~ ///
. ,«"/
//)
C x //
P
57 &,
0 60 & g 3 .
Slika 12.

Kalibraciona kriva za odredjivanje MULITA u

gotovom uzorku "G"



43

. Sa dobijenih grafikona smo odredili da u M-uzorku ima 15,08%
MULITA, u N-uzorku ima 8,1 MULITA i u G-uzorku 14,59% MULITA.

Na analogan nadin smo odredili procenat KVARCA prikazano u

Tabeli T”.

6. ODREDJIVANJE ZAPREMINSKE MASE UZORKA

Pomocu pikometra i vage, a na osnovu jednacine (12) odredili

smo zapreminske mase uzorka M, N, G i dobili sledece vrednosti prikazane u

Tabeli TIO'
Tabela TlO
UZORAK | GUSTINA 39{ kg ] Grelka
i Relativna Apsolutna
M 3.198 107 13 1074 61 -4
N 3.894 10° 14.5 1074 %
m
G 3.183 10° 8.6 107 27 g
m

6.1. Cvrstoéa na savijanje

Na osnovu jednaCine (10) i pomocu uredjaja prikazan na Sl.12.,
odredili smo &vrstodu na savijanje uzorka M, N, G koji su u obliku valjka,

rezultati su prikazani u tabelama T“, le, TIB'



Tabela Tl 1

Uzorak "M"

PeCeni - neglazirani uzorak

¢ @]

FINT

& [MP_]

1 [cm]

2.00

1950

1700

1600

1860

2100

2150

1880

F 1891

60, 05

Tabela le

Uzorak "N"

10

Pe€eni-neglazirani uzorak

(P [cm’l

F [N]

5’EMP;‘[

1 [cmj

1,9

3550

3440

2940

3400

2960

3500

3480

3810

"ﬂl

3385

125,44

10




Tabeki1}3

Uzorak "G"

45,

PeCeni-neglazirani

uzorak

¢ [om]

FNT]

&5 [MP]

1 [bni]

1,98

3000

2600

2600

3000

2650

2900

3080

2980

2600

2860

3100

2851 .8

93,3

10




6.2. Elektroprobojnost

46.

Pomodu uredjaja prikazanog na S1.10 i jednadine (9) odredjena

je elektroprobojnost uzoraka M, N, G i prikazana u tabelama TIB’ TM’ T15.

Elektrina probojnost za uzorak "M"

Tabela le '
R.B. - [mm'] }ﬂ[KV’] U, =0,2¥ (kV) £ - V:k %
k. 5 240 48 35.036
2, 1.47 240 48 32.653
54 1.45 260 2% 32.862
4. 1.40 260 52 37.142
b A 1.47 220 44 29.932
6. 155 260 52 33.548
Fe 1.57 210 42 26,751
8. : F35 270 54 34.838

== kv |
£, =32-845 | <L |
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Elektricna probojnost za uzorak "N"

Tabela T

5
o R T e
15 1257 270 54 34.39
Z 1.60 280 56‘ 35.00
3 1.70 295 51 30.00
4, 1.70 285 57 33.53
5 L 1o 280 56 32.37
6. 1.73 300 60 34.68
g2 1.75 290 58 33.14
8. 1.78 290 58 32.58

- Ak \
Eskr =332 [r';—n-,‘]



Elektritna probojnost za uzorak "G"

48.

Tabela T16
RE. | afmm] | Plwv]ug-02¢) | g - Ve kv
1. 1.68 205 40 2381
2. 1.68 210 42 25,00
3, 1.68 230 46 27.38
4. 1.70 190 38 22.35
5. 1.70 215 43 25.29
6. 1.73 205 41 23.69
- 1.73 190 38 21.96
Eg = 24211 E’%,J

6.2. Elektronski mikroskop

U nasem slu&aju, za dobijanje teksturalne karakteristike ispitivanih
uzoraka koridéena je emisija sekundarnih elektrona, koji poti€u iz same elektron-

ske konfiguracije sastavnih elemenata. Fluks primarnih elektrona je ubrzan na-

ponom od 5- 10°

do 40- 10° V.

Uzorci M, N, G su ispitani elektronskim mikroskopom pri uveéanjima
30+ 10%; 18« |03 640 10%; 60 ».10% 18¢ 102, Sk135 14,15,



Slika 13.

SEM mikrofotografija elektroporcelana "M"




SEM mikrofotografija polazne supstance "N"

Slika 14.
SEM mikrofotografija elektroporcelana "N"
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I!Gll

SEM mikrofotografija polazne supstance

Slika 15
SEM mikrofotografija elektroporcelana "C"
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Na elektronskom snimku polaznih supstanci ne razlikuju se kompo-

nente nego se zapaZa samo tipi¢na zrnatost.

Kod gotovih uzoraka vide se staklaste mase kvarca, sivkasta masa

-6

korunda i 3ipkaste mase mulita. Velitina zrna mulita je 2.055® 10" "m, 3to se

i oekivalo.



ZAKLJUCAK

U tabeli Tl7 sumirano su dati rezultati eksperimentalnih merenja.

Tabela T ;

worak | ALOs% | Q% | kaolinit,| §Jka/m’] | G[MP_] E[6Y 1| mutit %
M 0 29 | 27 3,198 10° | 60,05 | 32,845 15
G 15-20 |18 | 21 3,83 10° | 93,50 | 24,211 14
N 30-40 | 9 | 29 3,896 10° | 12544 | 33,211 8

Pre svega upadljivo je da dodavanje glinice bitno uti¢e na mehanicke

osobine jer mapon savijanja finalnog produkta prati porast ove komponente u siro-

vinskoj masi.

Sa druge strane elektri€¢na probojnost ne prati ovu zavisnost, nego je

verovatno u funkciji gustine pakovanja jer tendencija ove fizitke veliine prate

promene u zapreminskoj masi. Ovaj zaklju€ak treba shvatiti krajnje uslovno jer

proporcionalnost nije ofuvana, pa indikacija je moZda samo skup nekih drugih

okolnosti.

Stepen mulitizacije nije povezan sa porastom koncentracije glinice Sto

se moZda moglo ofekivati. Verovatno izgradnja mulitne faze pri ovakvom tehnolo-

gkom postupku odvija se isklju€ivo na rafun silikatnih komponenti i aluminijum-

oksida iz komponenata. To je razlog Sto se dodavanjem glinice €ak negativno utiCe

na ostvaren stepen mulitizacije.
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